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Le microscope électronique à balayage conventionnel (MEB-C) est un instrument dédié à 
l’observation d’échantillons.  L’échantillon,  pour  être  observable,  doit  cependant  répondre  
à  une  double  contrainte.   Il  doit  être  conducteur  pour  éviter   les  phénomènes  de  charge  
entrainant  des  distorsions  dans  les  images.  La  seconde  contrainte  qu’il  doit  supporter  est  
le  dégazage  car  l’observation  dans  un  MEB-­C  requiert  une  pression  dans  la  chambre  de  
l’échantillon  de  l’ordre  de  10-­3  Pa.  Pour  des  échantillons  fragiles  (échantillon  biologique),  
le  phénomène  de  dégazage  entraine  une  modification  de  l’échantillon  et  un  intérêt  limité  
de  l’observation  dans  de  telles  conditions. Une  solution  qui  permet  de  pallier  à  la  double  
contrainte  (non  conductivité-­dégazage)  de  nombreux  échantillons  est   l’introduction  d’un  
gaz  à  une  pression  relativement  importante  dans  la  chambre  de  l’échantillon  comme  dans  
la  microscopie   électronique   à   balayage   sous   environnement   gazeux   (MEB-­EG).   Cette  
dénomination  permet  de  regrouper  sous  un  même  terme  le  MEB  environnemental  et  le  
MEB  à  pression  contrôlée.  La  présence  du  gaz  a  induit  une  conception  différente  de  la  
colonne  électronique  et  de  la  détection  des  signaux.  Les  différents  aspects  de  l’instrument  
seront  présentés.  Les  interactions  entre  le  gaz  et  les  différents  signaux  (électrons,  photons  
X)  seront  discutées.  Des  exemples  d’applications  [1-­4]  dans  différents  domaines  seront  
présentés  afin  de  montrer  l’intérêt  en  terme  de  manipulation  in  situ. 
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